
 
 
 
 
 
Caractéristiques techniques  

 

Type d’analyse  Non destructive 

  Microscope AFM              Bruker Innova 

  Type   optique, numérique, à force atomique 

  Applications           pour la recherche 

  Modes mode Contact, non contact, Tapping, et détection de phase  

Résolution  Haute résolution 

  


